
半導体デバイスの絶縁膜の信頼性に最適な油中電極治具システム
半導体デバイスの絶縁膜の信頼性評価手法には、TDDB試験（経時絶縁破壊試験）とV-t試験（時間・電圧試験）がありま
す。TDDB試験は一定の電圧を印加し続けて絶縁破壊までの時間を計測するのに対し、V-t試験は印加電圧を変化させながら絶縁破壊
までの時間を計測する点が異なります。油中電極治具システムは両方の試験に対応しており、迷わず試験システムを導入できます。

解説

　

特長

卓上タイプのベンチトップ型で超高電圧（最大AC20kV、DC20kV）の出力が可能

電流測定分解能が0.1μA(DC)、1μA(AC)と、微小電流まで測定と遮断電流の設定が可能

ASTMおよびJIC規格に準拠した電極治具を準備

特注でご要望の電極治具の製作も可能

関連製品

https://www.keisoku.co.jp/pw/app/470/
https://www.keisoku.co.jp/pw/product/t-system/oil-air/7470-yutyu-2-2/


超高電圧耐電圧試験器「7700シリーズ」
最大電圧20kV対応で絶縁素材の評価に最適。JISC2110試験に準拠可能な超高電圧耐電圧試験器です。

さらに詳しく

油中試験用電極治具装置
JIS C 2110/ASTM D 149に準拠。
半導体の昇圧試験ならびに60秒段階昇圧試験にご利用頂ける治具装置です。

さらに詳しく

https://www.keisoku.co.jp/pw/product/measuring/uhvwvt/7700-2-2-2/
https://www.keisoku.co.jp/pw/product/t-system/oil-air/7470-yutyu-2-2/

